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(54) 검사용 콘택 패드를 구비한 액정 표시장치

요약

LCD 장치용 LCD 패널은, LCD 패널의 전극 패드 (13, 23) 상에 탑재되는 반도체칩 (16) 의 입출력 전극 
(22, 19) 을 구비한 구동 반도체칩 (16) 을 탑재하기 전에 검사된다.     LCD 패널 검사용 콘택 패드 
(14) 의 각각은, 전극 패드 (13) 가 형성되는 내부 리드 (12) 의 단부로부터 연장하는 각 내부 리드 
(12) 의 연장부 (12a) 에 접속된다.     반도체칩 (16) 은, 전극 패드 (13, 23) 중 해당하는 것 위에 탑
재되는 각 입출력 전극 (22, 19) 을 구비한 LCD 패널에 의해 탑재된다.

대표도

도5

색인어

검사용 콘택 패드, 구동 반도체칩, 전극 패드

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 종래의 LCD 장치의 부분 정면도.

도 2 는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 LCD 장치의 부분 정면도.

도 3 은 도 2 의 Ⅲ-Ⅲ선을 따라 취해진 도 2 의 LCD 장치의 단면도.

도 4 는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 LCD 장치의 부분 정면도.

도 5 는 본 발명의 제 3 실시예에 의한 LCD 장치의 부분 정면도.

※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명.

11 : TFT 유리 기판 12 : 내부 리드

12a : 연장부 13, 23 : 전극 패드

14 : 콘택 패드 15 : 외부 리드

16 : 구동 반도체칩 17 : 보호막

19 : 출력 전극 21 : 대향 유리 기판

22 : 입력 전극 24 : LC 패드

25 : 창(window)

발명의 상세한 설명

    발명의 목적
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        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 LCD 패널을 검사하기 위한 검사용 콘택 패드를 구비한 액정 표시 장치(LCD)에 관한 것으로, 
좀더 구체적으로는 LCD 장치의 전극에 손상을 입히지 않고 LCD 패널을 검사하기 위한 LCD 장치의 구조에 
관한 것이다.

현재의 LCD 장치에서, LCD 패널을 구동하기 위한 구동 반도체칩을 탑재하는 방법은, TAB(tape automated 
bonding) 방식과 COG(chip-on-glass) 방식이 있다.     TAB 방식은 구동 반도체칩이 TAB 테이프 상에 탑
재되어 LCD 패널 상에 형성된 전극 패드에 접속되는 것이다.     COG 방식은 구동 반도체칩이 LCD 패널
의 전극 패드에 직접 접속되는 것이다.     후자가 전자에 비해 소형화와 저비용의 면에서 잇점이 있다.

COG 방식을 사용하는 LCD 패널에서, 전극 패드는 구동 반도체칩의 출력 전극의 배치에 따라서 형성되어
야 하므로, 피치를 좁게하고 전극 패드를 협소화하는 점이 발전되었다.     통상, 구동 반도체칩의 출력 
전극 피치는 수십 마이크로미터(㎛)이다.     예컨대, 면의 길이가 20㎜이고 면 상에 배치된 출력 전극
의 갯수가 400개인 구동 반도체칩의 경우, 출력 전극들의 피치는 단순한 산술적인 계산에 의하면 50㎛ 
정도로 작다.

그러므로, 반도체칩 상에 탑재하기 전에 행해지는 COG 방식의 LCD 패널 검사에서, 수십 ㎛의 피치로 배
열된 입/출력 프로브 전극을 구비한 검사용 프로브가 사용된다.     그러나, 이러한 검사용 프로브는 제
조하기가 어렵고 종래의 방식에서는 작은 피치로 인해 단락회로 불량이 종종 발생하고, 이것은 단락회로 
불량과 같은 검사 동작에서의 불량을 수반한다.

또한, 프로브 전극과 좁은 피치와 작은 크기를 가진 전극 패드(콘택 패드) 사이의 정렬에서의 검사 동작 
동안에 고 정밀도가 요구되므로, 프로브 전극을 콘택 패드에 대해서 정렬하는데 긴 시간이 소요된다.     
그러므로, 검사 동작에서의 저 효율성이 문제가 된다.

LCD 패널에서의 프로브 전극과 콘택 패드 사이의 기계적인 접촉은, 표면의 마모나 표면 상에 불순물의 
부착으로 LCD 패널에서의 콘택 패드에 손상을 줄 수 있다.     이것은 나중에 탑재될 구동 반도체칩의 
전극 패드와 출력 전극 사이의 접속에서 전기적인 오동작을 야기할 수 있다.

검사 동작에서, 만약 수 볼트 이상의 전압이 수분으로 둘러싸인 검사용 프로브에 인가되면, 콘택 패드에
서 부식이나 용융을 야기할 수 있는 전기-화학 반응이 일어날 수 있다.     이러한 문제는, 10 볼트 정
도의 고전압이 LCD 패널의 주사선에 인가되기 때문에, 특히 액티브 매트릭스 LCD 패널의 경우에서 발생
할 확률이 높다.

일본국 특개평 JP-A-6-110072호에서는, COG 구조를 갖는 LCD 패널을 검사하는데 있어 상기와 같은 문제
점들을 해결하기 위한 방식을 기술하고 있으며, LCD 패널에서의 콘택 패드용 상기 개구는 LCD 패널에서
의 콘택 패드들 사이의 공간에 비해 긴 길이를 가지고 있다.

좀더 구체적으로, 공보에 기술된 LCD 패널의 부분 정면도를 도시하는 도 1 을 참조하면, LCD 패널은 도
시되지 않은 복수의 화소 영역을 정의하기 위한 한 쌍의 유리 기판 (11, 21) 과 그들 사이에 끼워진 LC
층을 구비하고 있다.

대향 유리 기판 (21) 은 TFT 기판 (11) 상에, 구동 반도체칩 (16) 을 탑재하기 위한 창을 가진다.     
개구 (14) 가 형성되어 표시 영역에서 TFT 기판 (11) 상에 형성된 주사선 또는 신호선을 접속하는 각 내
부 리드 (12) 를 노출시키고, 전극 패드 (13) 에 의해, 검사 동작 동안에 프로브 전극이 개구 (14) 를 
통해 내부 리드 (12) 와 접촉한다.     개구 (14) 는 내부 리드 (12) 의 폭보다 다소 작은 폭을 가지고, 
그 길이는 이웃하는 내부 리드 (12) 사이의 간격보다 크다.

프로브 전극은 음영으로 도시된 각 개구 (14) 내의 영역에서 내부 리드 (12) 와 접촉한다.     프로브 
접촉 영역을 지그재그로 배치함으로써, 프로브 전극들 사이의 원치 않는 전기 접촉 없이, 종래의 프로브 
전극이 작은 피치로 내부 리드(또는 콘택 패드)(12) 의 부분과 접촉하게 한다.

또한, 전극 패드 (13) 로부터 프로브 접촉 영역이 분리됨으로서, 표면의 마모나 프로브 전극의 접촉에 
의해 내부 리드 (12) 상에 불순물이 부착하는 경우에도 단락 회로 불량이 방지되는 잇점이 제공된다.

그러나, LCD 장치의 제안된 구조는 아직, 프로브 전극과 내부 리드 (12) 사이의 접촉에 의해 야기되는 
마모나 부식에 의한 프로브 접촉 영역에서 발생하는 내부 리드 (12) 의 분리나 개방회로 불량과 같은 문
제점을 가지고 있다.     내부 리드 (12) 의 분리는, 주사선 또는 신호선으로의 신호 전송의 부재로 인
한 LCD 패널 상에서의 표시 이미지의 오동작을 야기한다.

        발명이 이루고자하는 기술적 과제

상기와 같은 관점에서, 볼 발명의 목적은 신뢰성이 높거나 LCD 패널의 내부 리드에서 마모, 불순물의 부
착이나 부식과 같은 LCD 패널의 내부 리드나 전극 패드 상의 손상을 수반하지 않는 LCD 장치에서의 LCD 
패널 검사용 장치를 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명은 매트릭스로 배열된 복수의 화소를 한정하는 제 1 및 제 2 유리 기판 (11, 21) 과, 상기 제 1 
유리 기판 (11) 과 상기 제 2 유리 기판 (21) 사이에 삽입된 LC층을 구비하는 LCD 패널; 및

상기 LCD 패널을 구동하는 상기 제 1 또는 제 2 유리 기판 (11, 21) 의 탑재 영역 상에 탑재되는 구동 
반도체칩 (16) 을 구비하되,
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상기 구동 반도체칩 (16) 은 복수의 입력 전극 (19) 과 복수의 출력 전극 (22) 을 가지며,

상기 제 1 유리 기판 (11) 은 그 상부에 복수의 내부 리드 (12) 를 탑재하며, 복수의 연장부 (12a) 는 
상기 내부 리드 (12) 로부터 각각 연장하고,

상기 연장부 (12a), 상기 LCD 패널의 외부 단자에 접속된 복수의 외부 리드 (15) 및 상기 내부 리드 
(12) 또는 상기 외부 리드 (15) 중 어느 하나의 단부에 각각 배치된 복수의 전극 패드 (13, 23) 중 어느 
하나의 상부에 복수의 콘택 패드 (14) 가 각각 형성되며,

상기 전극 패드 (13, 23) 는 상기 반도체칩 (16) 의 상기 입출력 전극 (22, 19) 에 전기적으로 접속되는 
LCD 장치를 제공한다.

본 발명의 LCD 장치에 의하면, 콘택 패드가 내부 리드의 연장부 상에 배치되므로, 표면의 마모나 콘택 
패드의 부식으로 인해서 내부 리드나 전극 패드에서 어떠한 오동작도 야기되지 않는다.     그러므로, 
LCD 패널의 검사를 위한 정상적인 동작을 얻을 수 있다.     또한, 콘택 패드의 피치가 전극 패드의 피
치보다 크게 디자인될 수 있으므로, 단락회로 불량 없이 안전한 검사 동작을 행할 수 있다.

(실시예)

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 좀더 상세히 설명하고, 도면 전체를 통해 동일한 구성 성분은 
동일한 참조 번호로 지정된다.

LCD 장치에서의 구동 반도체칩 부근을 도시하는 정면도와 단면도인 도 2 와 도 3 을 각각 참조하면, LCD 
장치는 TFT 유리 기판 (11), 대향 유리 기판 (21) 및 그 사이에 삽입된 LC층 (24) 을 구비하며, 표시 영
역(도시하지 않음)에서 매트릭스로 배열된 복수의 화소 영역을 정의한다.     각 화소를 구동하기 위해
서, 표시 영역은 격자 구조로 배치된 복수의 주사선과 복수의 신호선을 포함한다.     대향 유리 기판 
(21) 은, 구동 반도체칩 (16) 없이 LCD 패널을 검사한 후에, TFT 기판 (11) 상에 구동 반도체칩 (16) 탑
재용 창 (25) 을 구비한다.

TFT 기판 (11) 은, LCD 패널의 표시 영역에서 TFT 기판 (11) 상에 형성된 주사선 또는 신호선과 구동 반
도체칩 (16) 을 접속하기 위한 내부 리드 (12) 를 탑재한다.     구동 반도체칩 (16) 은 그 위에 입력 
전극 (22) 과 출력 전극 (19) 을 구비하며, 이들은 LCD 패널의 전극 패드 (13) 상으로의 압력 또는 추력
으로 부착된다.     칩 (16) 의 출력 전극 (19) 용 전극 패드 (13) 는 말단부로부터 떨어진 내부 리드 
(12) 상에 형성된다.     전극 패드 (13) 는, 반도체칩 (16) 의 출력 전극 (19) 의 배치에 상당하는 수
십 ㎛의 피치로 배치된다.     이것은 내부 리드 (12) 가, 반도체칩 (16) 을 탑재하는 탑재 영역의 부근
에 집중된다는 것을 의미한다.     LCD 패널은, LCD 패널의 외부 단자와 구동 반도체칩 (16) 의 입력 전
극 (23) 을 접속시키는 외부 리드 (15) 를 탑재한다.

각 내부 리드 (12) 는 전극 패드 (13) 로부터 연장하는 연장부 (12a) 을 구비하고, 연장부 (12a) 의 말
단은 콘택 패드 위에 구동 반도체칩 (16) 을 탑재하기 전에 LCD 패널을 검사하기 위해 사용되는 콘택 패
드 (14) 로 형성된다.

내부 리드 (12) 의 피치는, 전극패드 (13) 의 부근보다 연장부 (12a) 의 말단 부근에서 더 크다.     
즉, 말단 부근에서의 내부 리드 (12) 의 연장부 (12a) 의 피치는, LCD 패널의 표시 영역에 형성된 주사
선이나 신호선의 피치에 필적할 만하다.     그러므로, 콘택 패드 (14) 는 일반적으로 주사선 또는 신호
선 배치용으로 사용되는 화소 또는 색 성분의 피치인, 100㎛의 피치로 배치된다.     콘택 패드 (14) 는 
구동 반도체칩 (16) 아래로 통과하는 선에 배치된다.

도 2 와 도 3 의 LCD 패널의 제조에서는, 인듐 주석 산화물(ITO)로 제조되는 투명 도전막과 Al, Ta, Ti, 
Mo 및 Cr로 제조된 금속막이 TFT 기판 (11) 상에 형성된다.     본 실시예에서, 도전층은 하측의 금속막
과 산화 방지성이 우수한 상측의 투명 도전막을 구비하는 층 구조를 갖는다.

그 다음, 도전막은 내부 리드 (12), 전극 패드 (13), 콘택 패드 (14), 전극 패드 (23) 및 외부 리드 
(15) 를 형성하기 위해서 포토리소그라피 방식을 사용하여 패터닝된다.

그러므로, 내부 리드 (12), 외부 리드 (15), 전극 패드 (13, 23) 및 콘택 패드 (14) 를 커버하기 위해서 
SiO2 또는 SiNx 로 제조되는 보호막 (17) 이 TFT 기판 (11) 의 전 영역에 형성된다.     그 다음, 전극 

패드 (13, 23) 와 콘택 패드를 커버하는 보호막 (17) 부분은, 개구를 형성하기 위한 포토리소그라피 과
정을 이용하여 에칭함으로써 선택적으로 제거된다.

구동 반도체칩 (16) 은 TFT 기판 상에 탑재되고, 구동 반도체칩 (16) 의 입력 전극 (22) 과 출력 전극 
(19) 은, 도전성 접착제 또는 이방성 도전 수지를 사용하여 전극 패드 (23, 13) 상에 부착된다.

LCD 패널 상에 반도체칩 (16) 을 탑재하기 전에, LCD 패널은 검사 를 받게 되며, 주사선, 신호선, 내부 
리드 및 외부 리드에서의 개방회로 불량 또는 단락회로 불량과 같은 결함의 존재나 또는 표시 영역에서
의 불순물의 부착의 존재 유무를 검사한다.     또한, 액티브 매트릭스 LCD 패널의 경우에는, 스위칭 소
자의 안전한 동작도 검사한다.     일반적으로, 검사는 모듈로서의 LCD 패널을 동작시키고 LCD 패널 상
에 표시된 이미지의 관찰을 통해 행해진다.

제 1 실시예에서, 전극 패드 (13) 와 분리되고 내부 리드 (12) 의 연장부에 배치된 콘택 패드 (14) 는, 
LCD 패널의 검사 동안에 마모, 불순물의 부착 및 콘택 패드의 부식의 발생과 관계없이, 실질적으로 LCD 
패널이 오동작이 없도록 한다.

또한, 내부 리드 (12) 의 연장부 (12a) 피치를 100㎛ 정도로 높게 설정함으로써, 종래의 프로브 전극으
로 하여금 구동 반도체칩 (16) 탑재용 전극 패드 사이의 수십 ㎛ 정도인 더 작은 피치에 관계없이, 신뢰
성과 스루풋이 높게 LCD 패널을 검사할 수 있게 한다.
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도 4 를 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예에 의한 LCD 장치는, 콘택 패드 (14) 가 본 발명에서 지그재그
로 배치되는 내부 리드 (12) 의 연장부 (12a) 에 배치된다는 점을 제외하고는 제 1 실시예에 동일하다.

현재의 LCD 패널에서는, 화소의 피치가 300㎛ 정도이고 3원색 성분은 각 화소에 배치된다.     각 화소
가 단 방향으로 3개의 성분띠 나누어진다고 하면, 색 성분의 피치는 100㎛ 정도이다.     고 해상도를 
가지는 LCD 패널의 경우에, 색 성분의 피치는 60㎛ 또는 그 이하로 감소될 수 있다.

제 1 실시예에서, 콘택 패드 (14) 의 피치는 수십 ㎛ 정도인 색 성분의 피치로 거의 한정된다.     한
편, 본 실시예에서의 콘택 패드 (14) 의 지그재그 배치는, 콘택 패드 (14) 의 피치를 더 작게함으로써, 
일정한 스루풋을 확보하면서 검사 동작에서의 에러를 수반하지 않고 고 해상도를 구현할 수 있게 한다.

도 5 를 참조하면, 본 발명의 제 3 실시예에 의한 LCD 장치는 전극 패드 (13) 와 콘택 패드 (14) 의 배
치를 제외하고는 제 1 실시예와 동일하다.

좀더 구체적으로, 구동 반도체칩 (16) 의 입력 전극 (22) 을 탑재하는 LCD 패널의 전극 패드 (23) 는, 
구동 반도체칩 (16) 의 출력 전극 (19) 을 탑재하는 전극 패드 (23) 의 부근에서의 면들보다 사이드(짧
은 면) 부근에 배치된다.     외부 리드 (15) 는 그들 사이의 공간으로 2개의 그룹으로 분리된다.     
내부 리드 (12) 의 연장부 (12a) 은, 외부 리드 (15) 의 그룹들 사이의 공간쪽으로 연장하여 구동 반도
체칩 (16) 밑을 통과한다.

콘택 패드 (14) 는 2단계의 지그재그 배열로 배치되고, 내부 리드 (12) 의 연장부 (12a) 은 3개의 서로 
다른 길이를 가지고 연장부 (12) 에 수직으로 관측되는 3개의 다른 위치에 콘택 패드 (14) 를 배치시킨
다.

제 1 및 제 2 실시예에서, 내부 리드 (12) 와 외부 리드 (15) 는 리드 (12, 15) 의 연장 방향과 실질적
으로 수직인 더 짧은 면 위에 배치되고, 내부 리드 (12) 의 길이는 반도체칩 (16) 의 크기에 의해 제약
을 받는다.

LCD 패널의 고 해상도화가 진전되면서, 동시에 구동 반도체칩의 크기도 감소된다.     예컨대, 색 성분
의 피치가 50㎛ 이하이고, 구동 반도체칩 (16) 의 짧은 면이 1㎜ 미만이라면, 지그재그 배치에 상관없이 
신뢰성 있는 검사를 하기 위한 예컨대, 100㎛ 정도로 높은 콘택 패드의 피치를 달성하는 것이 어렵다.     
환언하면, 프로브 전극 또는 입출력 전극 (22, 19)을 미는 동안에, 반도체칩 (16) 의 프로브 전극과 입
출력 전극 (22, 19) 이 콘택 패드 (14) 또는 전극 패드 (13, 23) 에서 미끄러지는 것을 방지하는 측면에
서, 콘택 패드 (14) 또는 전극 패드 (13, 23)의 피치는 100㎛ 이상인 것이 바람직하다.

도 4 에 도시된 지그재그 배열에서, 인접한 콘택 패드들 옆의 콘택 패드에 대한 콘택 패드 사이의 거리
는 100㎛ 미만으로 제조될 수 있다.     만약 지그재그 배열이 도 4 의 2단계 구조를 갖는다면, 콘택 패
드 그 자체의 피치는 100㎛ 미만으로 제조될 수 있다.

제 3 실시예에서, 내부 리드 (12) 의 연장부 (12a) 길이는 수 ㎜ 정도로 클 수 있어서 지그재그 배열의 
단계수는 도 4 에 도시된 구조에 비해서 증가될 수 있다.     도 5 에서, 비록 2단계 지그재그 배열을 
예로 들었지만, 단계수는 2이상일 수 있다.

도 5 에 도시된 2단계 지그재그 배열에서, 만약 색 성분의 피치가 50㎛ 미만이라면, 콘택 패드 (14) 의 
피치로는 100㎛ 가 얻어질 수 있다.

모든 콘택 패드 (14) 가 도 5 에 도시된 바와 같이, 구동 반도체칩 (16) 용 탑재 영역 외측에 배치된다.     
이 경우, 콘택 패드 (14) 는 구동 반도체칩 (16) 과 LCD 패널 사이의 접속이나 신호 전송을 검사하는 동
안에 검사 패드용으로 사용될 수 있다.

    발명의 효과

상기 실시예는 이상의 예에 대해서만 설명되었기 때문에, 본 발명은 상기 실시예에만 한정되지 않으며, 
본 발명의 범위를 벗어나지 않고 당업자들에 의해 용이하게 다양한 수정과 변경이 이루어질 수 있다.     
예컨대, TFT 기판 대신, 대향 유리 기판 상에, 반도체칩이 탑재될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

매트릭스로 배열된 복수의 화소를 한정하는 제 1 및 제 2 유리 기판 (11, 21) 과, 상기 제 1 유리 기판 
(11) 과 상기 제 2 유리 기판 (21) 사이에 삽입된 LC층을 구비하는 LCD 패널; 및

상기 LCD 패널을 구동하는 상기 제 1 또는 제 2 유리 기판 (11, 21) 의 탑재 영역 상에 탑재되는 구동 
반도체칩 (16) 을 구비하되,

상기 구동 반도체칩 (16) 은 복수의 입력 전극 (19) 과 복수의 출력 전극 (22) 을 가지며,

상기 제 1 유리 기판 (11) 은 그 상부에 복수의 내부 리드 (12) 를 탑재하며, 복수의 연장부 (12a) 는 
상기 내부 리드 (12) 로부터 각각 연장하고,

상기 연장부 (12a), 상기 LCD 패널의 외부 단자에 접속된 복수의 외부 리드 (15) 및 상기 내부 리드 
(12) 또는 상기 외부 리드 (15) 중 어느 하나의 단부에 각각 배치된 복수의 전극 패드 (13, 23) 중 어느 
하나의 상부에 복수의 콘택 패드 (14) 가 각각 형성되며,

상기 전극 패드 (13, 23) 는 상기 반도체칩 (16) 의 상기 입출력 전극 (22, 19) 에 전기적으로 접속되는 
것을 특징으로 하는 LCD 장치.
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청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 콘택 패드 (14) 는 상기 내부 리드 (12) 용 상기 전극 패드 (13) 의 피치보다 큰 피치로 배열되는 
것을 특징으로 하는 LCD 장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 콘택 패드는 상기 화소 구동용으로 배치된 주사선 또는 신호선의 피치와 실질적으로 동일한 피치로 
배열되는 것을 특징으로 하는 LCD 장치.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 콘택 패드 (14) 는 지그재그 형상으로 배치되는 것을 특징으로 하는 LCD 장치.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 콘택 패드 (14) 는 상기 탑재 영역의 외측에 배치되는 것을 특징으로 하는 LCD 장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 콘택 패드 (14) 는 상기 외부 리드 (15) 의 2개의 그룹 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 LCD 
장치.

청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 콘택 패드 (14) 는 실질적으로 상기 구동 반도체칩 (16) 아래의 선에 배열되는 것을 특징으로 하는 
LCD 장치.

도면

    도면1
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

在安装配备有安装在LCD面板的电极焊盘（13,23）上的驱动半导体芯片
（16）的输入/输出电极（22,19）的驱动半导体芯片（16）之前，对其
进行测试。每个LCD面板测试接触垫（14）连接到每个内引线（12）的
延伸部分（12A），该延伸部分（12A）从形成有电极焊盘（13）的内引
线（12）的端部延伸。驱动半导体芯片（16）安装有LCD面板，其位于
电极焊盘（13,23）之间，包括安装在上部的每个输入/输出电极
（22,19）。测试接触垫，驱动半导体芯片和电极垫。
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